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【57】申請專利範圍
1.　一種分析測試條，其包含：一經圖案化之界定層，其界定兩個流體分離的試樣槽，各試
樣槽在該分析測試條的一周邊上具有一埠，並且係經調適以經由該各別埠接收一各別流

體試樣；一共用電極，其經配置於該界定層之上並且與該等試樣槽之各者電性連通；兩

個槽電極，各電極係與該等試樣槽之一各別者電性連通，其中該等槽電極係藉由一實質

上平面的槽電極層所界定，該實質上平面的槽電極層具有使該等槽電極分離之一電性不

連續部；其中該界定層、該共用電極、以及該等槽電極係經配置以曝露該共用電極之一

表面部分及該等槽電極之各別表面部分。

2.　如申請專利範圍第 1項之測試條，其中該槽電極層包括金。
3.　如申請專利範圍第 1項之測試條，其中該界定層係經圖案化以界定一對準特徵，其中該
對準特徵為凹口或突起部。

4.　如申請專利範圍第 1項之測試條，其中該界定層為實質上平面的。
5.　如申請專利範圍第 1項之測試條，其中該測試條係一基於電化學之分析測試條，該基於
電化學之分析測試條係經組態用於測定一全血試樣中的葡萄糖，並且其中該等試樣槽之

各者包括一各別試劑。

6.　一種用於使用申請專利範圍第 1至 5項之其中一項之該分析測試條來測試一流體試樣之
方法，該方法包含：接收該分析測試條，其中該分析測試條之該兩個流體分離的試樣槽

為一第一試樣槽及一第二試樣槽；接收一第一流體試樣，該第一流體試樣係經引入至所

接收之該分析測試條之該第一試樣槽；檢測該第一流體試樣之一第一電性特性；以及根

據一選定準則判斷是否應將一第二流體試樣添加至該第二試樣槽。

- 3955 -



7.　如申請專利範圍第 6項之方法，其進一步包括，若應添加該第二流體試樣：則接收該第
二流體試樣，該第二流體試樣係經引入至所接收之該分析測試條之該第二試樣槽；檢測

該第二流體試樣之一第二電性特性。

8.　如申請專利範圍第 7項之方法，其中該接收測試條步驟包括將該分析測試條接收於一測
試計中，並且該檢測步驟包括使用該測試計之一處理器自動檢測該等第一及第二電性特

性。

9.　如申請專利範圍第 8項之方法，其進一步包括使用該處理器自動檢測所接收之該分析測
試條之該第一試樣槽中該第一流體試樣之存在。

10.   如申請專利範圍第 8項之方法，其進一步包括使用該處理器自動輪詢該等第一及第二試
樣槽以檢測該第一流體試樣之存在。

11.   如申請專利範圍第 8項之方法，其進一步包括經由該測試計之一使用者介面呈現該第一
電性特性之一指示，並且隨後經由該使用者介面接收一命令輸入，其中該判斷步驟包括

回應於所接收之該命令輸入判斷應添加該第二流體試樣。

12.   如申請專利範圍第 11項之方法，其進一步包括自該第一電性特性測定一血糖值，其中該
呈現步驟包括呈現所測定之該血糖值。

13.   如申請專利範圍第 8項之方法，其中該測試計包括一共用端子以及第一及第二試樣槽端
子，該共用端子係電連接至所接收之該分析測試條中的該第一及該第二試樣槽兩者，並

且該等第一及第二試樣槽端子係分別電連接至所接收之該分析測試條中的該等第一及第

二試樣槽，其中該處理器係操作地連接至該共用端子以及該等第一及第二試樣槽端子以

測定該等第一及第二電性特性。

14.   如申請專利範圍第 6項之方法，其進一步包括使用該處理器自動判斷該第一流體試樣是
否滿足該選定準則，以及若該第一流體試樣未滿足該選定準則時判斷應添加該第二流體

試樣。

15.   如申請專利範圍第 14項之方法，其中該選定準則係該第一試樣槽中待由該第一流體試樣
予以填充之容積之一比例，並且該檢測步驟包括檢測該第一試樣槽之一電容。

16.   如申請專利範圍第 6項之方法，其進一步包括測量從接收該分析測試條開始所經過之一
時間，以及在該所經過的時間超出一選定臨界時，經由一使用者介面提供一逾時指示。

17.   一種分析物測量系統，其包含：申請專利範圍第 1至 5項之其中一項之該分析測試條；
以及一測試計，其經調適以接收該分析測試條，該測試計具有一內含電路及一處理器，

該處理器係經組態以檢測所接收之該分析測試條之該等試樣槽之一者中該各別流體試樣

之存在、以及使用該內含電路來檢測所接收之該各別流體試樣之一第一電性特性，其中

該處理器係經組態以使用該電路來檢測所接收之該分析測試條之該等試樣槽之另一者中

該各別流體試樣的一第二電性特性。

18.   如申請專利範圍第 17項之系統，該測試計進一步包括一使用者介面，且該處理器係經進
一步組態以經由該使用者介面呈現該第一電性特性之一指示。

19.   如申請專利範圍第 17項之系統，該測試計進一步包括一使用者介面，且其中該處理器係
經進一步組態以經由該使用者介面接收一命令輸入，以及回應於所接收之該命令輸入來

檢測該第二電性特性並且經由該使用者介面呈現該第二電性特性之一指示。

圖式簡單說明

本發明之各種新穎特徵於隨附的申請專利範圍中闡明其特殊性。藉由參照下文中提出說

明實施例的實施方式與附圖將獲得對本發明之特徵與優點的較佳了解，在說明實施例中利用

本發明的原理，且在附圖中相似數字指示相似元件，其中：圖 1為根據本發明之一實施例之
例示性分析物測量系統的簡圖；圖 2為例示性分析測試條之分解圖；圖 3顯示一例示性測試

(2)
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條及經調適以接收該例示性測試條之一例示性測試計；圖 4係一流程圖，其描繪將用於使用
一分析測試條來測試一流體試樣之例示性方法中的階段；以及圖 5係一流程圖，其描繪根據
各種實施例之用於判斷是否應添加一第二試樣至一測試條之階段。

(3)
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